
《SPC-统计过程控制》
主讲：杨朝盛老师

【课程背景】

在当今全球化的市场竞争中，卓越的产品质量与稳定的过程能力已成为企业生存

与发展的核心基石。传统的“事后检验”质量控制模式不仅成本高昂、效率低下，且无法

从根本上消除变异、预防缺陷的产生。

统计过程控制（SPC）作为一种以数据驱动、基于预防理念的先进质量管理工

具，它通过对生产过程的实时监控与分析，科学地区分过程固有的随机变异与异常的

可归属变异，从而实现对过程的早期预警与有效控制。它不仅是实现精益生产、六西

格玛管理的核心技术，也是企业通过持续改进、降低质量成本、提升客户满意度的必

备手段。

本课程旨在系统性地向学员传授 SPC的核心理论与实用技能，帮助企业从依赖经

验的“人治”模式，转向依靠数据和过程的“法治”模式，最终建立起一套稳定、可靠且可

持续改进的质量管理体系。

【课程收益】

 掌握核心知识：系统理解 SPC的基本原理、统计基础及其在现代质量管理体

系中的重要地位。

 提升实战技能：熟练掌握常用控制图（如Xbar-R图、X-MR图、P图、U图

等）的应用场合、绘制方法与判异准则。

 具备判断能力：能够准确计算并解读过程能力指数（Cp, Cpk, Pp, Ppk），

科学评估过程是否满足规格要求。

 掌握问题解决思路：将 SPC工具与实际工作相结合，具备运用数据分析来识

别、分析和解决过程异常问题的能力。

【课程对象】

质量经理、质量工程师（QE）、产品/工艺工程师（PE）、实验室负责人及测量

人员、生产现场主管、班组长、研发、测试人员、任何需要进行统计过程控制的技术

与管理人员等

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、SPC概述

1. 产品与过程

 规格界限 Specification Limits（USL，LSL）



 控制界限Control Limits（UCL，LCL）

2. 过程的定义

3. 产品数据

4. 统计数据的分布

5. 过程的变异

 过程中只有普通原因的变异

 过程中有特殊原因的变异

6. 过程的四类状态

 受控状态且能力满足要求

 受控状态但能力不满足要求

 不受控状态但能力满足要求

 不受控状态能力不满足要求

7. 过程变差的来源（5M1E）

8. SPC定义

9. SPC发展历程与AIAG-SPC手册

10. SPC在APQP中出现的最佳节点

11. 几个重要的统计学概念

 统计方法

 总体、样本、个体

 数据类型

 计量型数据

 计数型数据

 两类风险

 α风险

 β风险

 正态分布（高斯分布）、正态分布的特征

 中心极限定理

课堂思考：为什么做 SPC控制图需要分组（如 25组）、并且每组是多次测量

（如>=3次）取均值？

二、过程能力分析

1．过程能力（Ca、Cp、Cpk）

2．过程能力分析注意事项



3．过程准确度（Ca）

4．过程精密度（Cp）

5．过程能力指数（Cpk）

6．过程性能指数（Ppk）

7．Cpk与Ppk区别

 短期和长期概念

软件实操：Minitab过程能力分析示例

三、SPC控制图

1. 控制图

 定义

 原理（3sigma原理）

 控制图的由来

 控制图ABC分区

 常规控制图的设计思想

2. 控制限UCL/LCL为什么是u±3σ？而不是±2σ或±4σ？

3. 控制图类型

 均值—极差控制图

 中位数—极差控制图

 单值—移动极差控制图

 均值—标准偏差控制图

 不合格品数控制图

 不合格品率控制图

 不合格数控制图

 单位产品不合格数控制图

4. 各类常规控制图的适用场合

5. SPC控制图应用步骤



6. SPC控制图选择方案

7. 控制图的绘制步骤

 均值—极差控制图的绘制

 中位数—极差控制图的绘制

 单值—移动极差控制图的绘制

 均值—标准偏差控制图的绘制

 不合格品数控制图的绘制

 不合格品率控制图的绘制

 不合格数控制图的绘制

 单位产品不合格数控制图的绘制

8. SPC控制图八大判异准则

9. Minitab控制图绘制提要

实例演示：Minitab控制图示例。

10. SPC控制图判异要点

11. 基于不同行业特点控制图的选择

实操指导：根据客户所在行业特点，对控制图的选择进行针对性的指导。
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